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Dr. Yervant Zorian je jeden z nejuznávanějších světových
expertů v oblasti návrhu a testování integrovaných obvodů
a jeden z nejvýznamnějších představitelů IEEE.

Dr. Yervant Zorian is a leading expert in design and test 
of integrated circuits and one of the major
representatives of IEEE.

Víte, co je to FinFET?
                 What is FinFET?

Jak opravovat čipy za běhu?
                       How to repair chips online?

Jak probíhá návrh, výroba a testování 
moderních integrovaných obvodů?
              How to design, manufacture, and 
      test the advanced integrated circuits?

Fellow and Chief Architect at Synopsys
President of IEEE Test Technology Technical Council


